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MALZEME TEST CIHAZLARI Gelismis Asfalt Test Sistemleri

CRT-BBR Kiris Biikme Reometresi

AASHTO T313; ASTM D 6648

Kiris Bikme Reometresi (CRT-BBR] asfalt baglayicilarin diisik
sicakliklardaki (ortam sicakligindan -40°C'ye) bikilmeye iliskin
stinme rijitligini olcer. Asfalt kiris numunesinin orta noktasina
sabit bir ylik uygulanir ve kirisin biikiilmesi dl¢ilir ve kaydedilir.
Testler kolaylikla ve hizlica baslatilabilir ve parametreler PC'de
bulunanyazilim tzerinden yiklenebilir. Yik, deplasman ve banyo
sicakliklari icin anlik okumalar ve zamana karsi grafikler test
boyunca gorintilenir. Rijitlik ongorilen en disik sicaklikta

hesaplanir.

CRT-BBR paslanmaz celik ve dayanikli, giicli polimer Boyutlar 1245 x 1245 x 1040 mm
bilesenlerdeninsa edilmistir. Unite givenilir yiiklemeyi hassas ve

tekrarli gerceklestirebilmek icin havali rulman sistemi Agirlik (yaklasik ) AR

kullanmaktadir (50 PSIG minimum, temiz, kuru basin¢li hava
kaynagi kullanilmalidir). 6,35 mm aralikli ve 2um hassasiyetli bir
cizgisel degiskenli deplasman sensori (LVDT) bikilmeyi 6lcer.
Sicaklik telafi sistemli 500 g'lik mekanik asiri yikleme korumali
ylk hiicresi hassasylikleme sonuglarinigarantieder.

Test akiskanin [etilen glikol/su/metanol] -40°C'ye (-40°F)
guvenilir ve hizli sogutmasi mekanik sogutma sistemi tarafindan
yapilmaktadir. Siire¢ sicakligi iki bagimsiz platin sicaklik sensori
(RTD] tarafindan kontrol edilmekte ve izlenmektedir.

CRT-BBR onden yiklenmis kontrol, veri toplama ve analiz
yazilimi iceren bir bilgisayar; mylar seritli 5 adet aliminyum
kalip; gerekli agirtiklari iceren kalibrasyon kiti ve gliven Kirisi
icermektedir. Kalibre edilmis test agirliklari ve sertifikali LVDT
NIST-takip edilebilir standart her sistem ile birlikte
saglanmaktadir. Kullanimikolay yazilim yik hiicresinin, LVDT nin
ve RTD sensor giinlik dogrulama ve periyodik kalibrasyonunu
mimkin kilar.
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